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1
Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do ba-
dania niezawodnosci zwierania elementéw styko-
wych, zwlaszcza zestykow przekaznikéw telefo-
nicznych, obciazonych rezystancjg, reaktancjg lub
impedancja.

Znane urzadzenia do badania mniezawodno$ci
zwierania elementéw stykowych zawierajg mul-
tiwibrator, ktérego wyjscie dolgczone jest do licz-
nika binarnego stanowigcego rozdzielnik impulséw
kontrolnych, dolaczonego poprzez zestaw przelgcz-
nikéw do zespolu napedowego i pierwszych wejsé
ukladéw Kkontrolnych. Zesp6l mapedowy dolaczo-
ny jest do obwodéw napedowych badanych pod-
zespoléw stykowych, ktérych elementy stykowe
dolaczone s3 bezpo§rednio lub przez separatory
diodowe do wyjsé sterumcych ukladéw kontrol-
nych.

Wyjscia ukladéw kontrolnych dolgczone sg do
wej$é odpowiadajacych im licznikéw bledéw, kté-
rych wyjscia dolgczone sg do ukladéw alarmowo-
-odlagcznych. Uklady te odlgczaja po okreslonej
liczbie bledéw odpowiedni podzesp6l stykowy,
jednakze mie umozliwiajg zatrzymania tego pod-
zespolu w takim polozeniu, w ktérym jego bted-
nie zwierajace elementy stykowe pozostaja zwarte.

Znane urzgdzenia nie posiadaja ukladéw odlg-
czajacych elementy obcigzajace badane elementy
stykowe w przypadku zatrzymania zespolu nape-
dowego oraz nie posiadaja obwodéw poziomuja-
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cych napigcie z elementéw stykowych, zastepujac
te obwody separatorami diodowymi dzialajacymi
na zasadzie zatykania diod w momencie rozwiera-
nia badanych elementéw stykowych i dolaczonymi
do tranzystor6w ukladéw kontrolnych.

Brak w znanych urzadzeniach ukladéw odlq-
czajacych powoduje nadmierne nagrzewanie sig
elementéw obcigzajgeych, jezeli przy obcigzeniu
cigglym nastepuje przekroczenie dopuszczalnej mo-
cy tych elementéow. )

Ponadto brak mozliwosci zatrzymania badanych
podzespoléw stykowych w takim polozeniu, w kté-
rym elementy stykowe tych podzespoléow sy zwar-
te utrudnia stwierdzenie przyczyny uszkodzenia
w przypadku bledéw samousuwalnych, spowodo-
wanych chwilowym zanieczyszczeniem styczek
tych elementéw.

Zastosowanie w urzadzeniu o réwnoleglym zapi-
sie bledéw rozdzielnika impulséw kontrolnych jest
mniej ekonomiczne od zastosowania generatorow
impulsé6w kontrolnych, skladajacych sie¢ z prze-
rzutnikéw jednostabilnych. Z kolei zastosowanie w
tych generatorach przerzutnikéw jednostabilnych
o sprzezeniach pojemno$ciowych zwieksza prawdo-
podobienstwo rejestracji nie wystepujacych bledow
zwierania badanych elementéw stykowych, ponie-
waz zakldécenia radioelektryczne, powstale przy
rozwieraniu elementéw stykowych obcigzonych
impedancja moga spowodowaé powstanie impulsu
kontrolnego w czasie rozwarcia tych elementéw.
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Dolaczenie wej$é tranzystorowych funktoréw lo-
gicznych ukladéw kontrolnych bezposrednio do
elementéw obcigzajagcych badane elementy styko-
we powoduje przecigzZenie tranzystoréw tych funk-
torOw w czasie przepieé¢, powstalych przy rozwie-
raniu badanych elementéw stykowych, zwlaszcza
obciagzonych indukcyjnoscia. Zastosowanie diodo-
wych separator6w pracujgcych na zasadzie zaty-
kania diod w momencie rozwierania badanych
elementéw stykowych wymaga przy takim obcig-
zeniu stosowania diod o napieciu wstecznym rze-
du setek lub nawet tysiecy woltéw.

Funktory szeregéw logicznych, posiadajacych
diodowe obwody poziomujgce wymagajg co naj-
mniej dwéch polgczonych szeregowo zrédel na-
piecia zasilania, przy czym anody diod poziomu-
jacych dolgczone sg do wspélnego punktu tych
zZrédel.

Celem wynalazku
wad. ,

Cel ten =zostal osiggniety przez urzadzenie do
badania miezawodnos$ci zwierania elementéw sty-
kowych, zwlaszcza przekaznikéw telefonicznych
obcigzonych rezystancja, reaktancja lub impedan-
cja, posiadajacz zesp6l napedowy z dwoma wej-
§ciami blokujgcymi, dwa identyczne generatory
-impulséw kontrelnych, ktérych wyjscia dolgczone
sa do wej§é dwéch grup ukladéw kontrolnych
oraz badane elementy stykowe i elementy obcig-
zajace.

Pierwsze wyjScie zespolu napedowego jest po-
laczone z wejsciem ukladu odlaczajacego. Wyjscie
ukladu odlgczajacego jest dolaczone do cewki
przekaznika odlaczajacego a zestyki tego przekaz-
nika sa jednymi styczkami dolaczone do Zrédla
napiecia zasilajgcego za§ drugimi styczkami dola-
czone do odpowiadajacych im wej§é dwéch grup
elementéw obcigzajacych. Wyjscia pierwszej grupy
ukladéw kentrolnych sg dolaczone osobno do po-
szezegbélnych wejsé pierwszego n wejéciowego funk-
tora NOR a wyjscia drugiej grupy ukladéw kon-
trolnych sa dolaczone osobne do poszczegélnych
-wej$é drugiego n wejsciowego funktora NOR.

Wyjécie pierwszego n wejsciowego funktora
NOR jest dolaczone poprzez pierwszy uklad za-
trzymujacy do pierwszego wejscia blokujacego ze-
spolu napedowego a wyjécie drugiego n wejscio-
wego funktora NOR jest dolaczone poprzez drugi
uklad zatrzymujacy do. drugiego.wejscia blokuja-
cego zespolu napedowego. Elementy stykowe zwier-
ne i rozwierne badanych podzespoléw stykowych
‘dolaczone sa do odpowiadajacych im ukladéw kon-
frolnych poprzez obwody poziomujgce.

Kazdy z dwéch identycznych generatoréw im-
" pulséw kontrolnych posiada po dwa przerzutniki
" jednostabilne o sprzezeniach rezystorowych, przy
czym przerzutniki te sg polgczone szeregowo po-
przez czwarty funktor NOR. Ponadto drugi prze-
rzutnik jednostabilny zawiera diode, ktéra jest do-
laczona réwnolegle do drugiego rezystora i ktérej
katoda laczy sie z wyjsciem pigtego funktora NOR.

Uklad odlaczajacy posiada dwa generatory po-
jedyniczego impulsu i wtérnik, przy czym wyjscie
tego wtérnika jest dolaczone bezposrednio do wej-
Scia pierwszego generatora pojedynczego impulsu
oraz przez 6smy funktor NOR do wejscia drugie-

jest usuniecie powyzszych
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go generatora pojedynczego impulsu. Wyjscia obu
generator6w pojedynczych impulséw sa dolgczone
ni-zal=znie do dwéch wej$¢é wzmacniacza mocy
OR. Do wyjscia tego wzmacniacza dolgczony jest
przekaznik odlgczajacy.

Ponadto anody diod poziomujacych wchodzace
w sklad odpowiednich obwodéw poziomujacych
dolaczone sg przez rezystor poziomujgcy do masy.

Zaletg urzadzenia wedlug wynalazku jest zasto-
sowanie ukladu odlgczajgcego od zrédla napiecia
zasilania elementy obcigzajace elementy stykowe
badanych podz>spoléw stykowych w przypadku za-
trzymania zespolu napedowego, przez co Srednia
moc tracona na elementach obcigzajacych jest
dwukrotnie mniejsza.

Ponadto natychmiastowe zatrzymywanie w po-
zycji zwartej elementéw stykowych przy bledzie
zwarcia ulatwia w przypadku bledéw samousu-
walnych wykrycie przyczyny zlego zwierania.

Zastosowanie na wejsciach ukladéw kontrol-
nych obwod6éw poziomujgcych pozwala ma ochro-
ne tranzystoréw tych ukladéw przed przecigZeniem
oraz na zastosowanie w obwodach poziomujgcych
diod o niskim napieciu wstecznym.

Zastosowanie w obwodach poziomujacych rezy-
stora, wlgczonego pomiedzy anody diod poziomu-
jacych a mase pozwala na unikniecie stosowania
dodatkowego Zrédla zasilania, dostarczajgcego na-
piecie poziomowania do tych diod.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku na ktérym fig. 1
przedstawia schemat blokowy calego urzadzenia,
fig. 2 schemat jednego z dwéch identycznych ge-
nerator6w impulséw kontrolnych, fig. 3 schemat
ukladu odlgczajgcego wraz z przekaznikiem od-

- laczajgcym a fig 4 pierwsza i druga grupe ob-

wodéw poziomujacych oraz elementy stykowe
zwierne i rozwierne przekaznikéw badanych.

Urzadzenie sklada sie z podzespoléw wsp6l-
nych ukladéw pierwszej grupy, oznaczonych na
fig. 1 indeksem Z i sluzgcych do kontroli popraw-
nosci zwierania elementéw stykowych zwiernych
ebl; ..ebnz badanych podzespol6w - stykowych
EB1..EB, oraz z identycznych ukladéw drugiej
grupy oznaczonych na fig. 1 indeksem R i sluzg-
cych do kontroli poprawno$ci zwierania elemen-
t6w stykowych rozwiernych eblg ... ebng -badanych
podzespoléw stykowych EBL... EB,,

Wyjscie multiwibratora M dolaczone jest do
wejécia sterujacego € zespolu napedowego ZN.
Pierwsze wyjsScie e zespolu napedowego ZN do-
laczone jest do obwodéw napedowych podzespo-
16w stykowych EB1..EB, i wej$cia ukladu odla-
czajacezo B.

Wyijscie ukladu odlaczajacego dolaczone jest do
cewki przekaznika odlaczajgcego PO. Drugie wyj-
Scie n zespolu napedowego ZN dolgczone jest do
wejécia pierwszego generatora impuls6w kontrol-
nych GKz. Do wyjscia tego generatora impulséw
kontrolnych GKz dolgczone sg wejécia blokujgce

bkl; .. bkn; pierwszej grupy ukladéw kontrol-
nych UKlz.. UKnz. Elementy stykowe zwierne
ebl;..ebnz badanych podzespoléw stykowych

EBl..EBn s3 jednymi styczkami uziemione, za$
drugimi styczkami dolgczone osobno do wyjsé
pierwszej grupy elementéw obcigzajacyeh EOL....
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EOnz polaczonych osobno z poszczegélnymi wej-
Sciami obwodéw poziomujacych OPly...OPnz.
Wszystkie elementy obcigzajgce EOIlz... EOnz
dolgczone s3 wejsciami poprzez zestyki polz ... ponz
przekaznika odlaczajacego PO do zrédla napiecia
zasilajacego UZ. Wyjscia z pierwszej grupy ob-
wodow - poziomujgcych OPlz ... OPnz polgczone sj
indywidualnie z wejsciami sterujacymi skiz...skny
pierwszej grupy ukladéw kontrolnych UKI; ... UKny
Wyjscia pierwszej grupy ukladéw kontrolnych
UKI; .. UKnz dolgczone sg osobno do poszczegdl-
nych wejs¢ pierwszej grupy  licznikéw bledéw
LBI, ..LBn, oraz do poszczegélnych wejsé pierw-
szego n wejsciowego funktora NOR Sz, wyjscie
ktérego dolaczone jest poprzez pierwszy uklad za-
trzymujacy KB, do pierwszego wejscia blokujace-
go a zespolu mapedowego ZN. Wejscie drugiego
funktora NOR Sgr jest dolgczone poprzez drugi
uklad zatrzymujgcy do drugiego wejscia bloku-
jacego b zespolu napedowego 2ZN. Poza tym
wszystkie podzespoly drugiej grupy sg polgczone
identycznie jak podzespoly pierwszej grupy.
Zasada dzialania urzadzenia jest mnastepujaca.
Multiwibrator M napedza prostokgtnymi impul-
sami poprzez zespé! napedowy ZN badane pod-
zespoly stykowe EBI..EBn. Napiecia z elemen-
téw stykowych zwiernych eblz...ebnz tych pod-
zespoléw podawane sg poprzez pierwszg grupe ob-
wodéw poziomujgcych OPl;..OPnz na wejscia
sterujace pierwszej grupy ukladéw kontrolnych
UKIz ... UKn;. Zadaniem pierwszej grupy obwodéw
poziomujgcych OPlz..OPnz; jest spoziomowanie
napieé, wystepujacych na elementach stykowych
zwiernych ebl; ... ebnz do wartosci standardowych,
przewidzianych dla stosowanege w urzadzeniu sze-
regu elementéw logicznych.

Zadaniem pierwszej grupy ukladéw kontrolnych
UKl;z ... UKnz jest stwierdzenie, czy w momencie
pojawienia sie impulsu z pierwszego generatora
impulséw kontrolnych GKz, kontrolowane przez
te uklady elementy stykowe zwierne ebl;...ebnz
sa zwarte. Kazdorazowy brak zwarcia dowolnego
z elementéw stykowych zwiernych ebl;...ebnz
rejestrowany jest w odpowiadajagcym mu jednym
z pierwszej grupy licznikéw bledéw LBl ... LBnz.
Ponadto brak zwarcia elementéw stykowych
eblz ... ebnz powoduje zmiane stanu przerzutnika
dwustabilnego pierwszego ukladu zatrzymujgcego
KBz przez ¢o nastepuje zablokowanie zespolu na-
pedowego ZN sygnalem z wejScia a tego zespolu.
Zablokowanie nastepuje w tym pédlokresie prze-
biegu multiwibratora M, w ktérym elementy sty-
kowe zwierne ebly..ebnz sg zwarte.

Uklady drugiej grupy sluzace do kontroli po-
prawno$ci zwierania elementéw stykowych ebly...
ebng dzialaja analogicznie, przy czym gdy wy-
stepuje blad zwierania dowolnego z tych ele-
mentéw, zespél napedowy ZN blokowany jest sy-

‘gnalem na jego drugim wejsciu blokujgcym b ‘i

zostaje zatrzymany w innym pélokresie przebiegu
multiwibratora M niz w przypadku elementéw
stykowych zwiernych eblz...ebnz, Elementy sty-
kowe rozwierne eblg..ebng pozostaja wtedy

-zwarte.

Drugi generator impulséw kontrolnych GKg jest
sterowany impulsami z trzeciego wyjscia m ze-
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spolu napedowego ZN posiadajacymi przeciwng
faz¢ niz impulsy na pierwszym wyjsciu e i dru-
gim wyjsciu n zespolu napedowego ZN. Wskutek
tego impulsy z obu generatoréw - impulséw- kon-
trolnych GKz i GKg przypadajg w momentach
w ktérych przyporzadkowane tym generatorom
elementy stykowe zwierne eblz..ebnz i rozwier-
ne eblg..ebng powinny byé zwarte.

W przypadku zablokowania dowolnego z dwéch
wejsé blokujacych a lub b zespolu napedowego
ZN uklad odigczajacy B przeéstaje byé sterowany
ciggiem impulséw z pierwszego wyjscia e tego
zespolu i przekaznik odlaczajacy PO odlgcza od
Zrédla napiecia UZ swoimi zestykami polz ... ponz
i polg..pong wszystkie elementy obcigzajace
EOQOl;..EOnz i EOlg.. EOng.

Pierwszy generator impulséw kontrolnych GKz
jest wykonany identycznie jak drugi generator
impulséw kontrolnych GKgr i sklada sie z pierw-
szego przerzutnika jednostabilnego Gl, kidérego
wyjscie jest dolgczone poprzez czwarty funktor
NOR 4 do wejscia drugiego przerzutnika jedno-
stabilnego G2. Oba przerzutniki posiadajg sprze-
zZenia rezystorowe.

Pierwszy przerzutnik jednostabilny G1 sklada
sie¢ z trzech funktor6w NOR 1 2 3, przy czym
wyjscie pierwszego funktora NOR 1 jest pola-
czone poprzez pierwszy rezystor R1 i drugi funk-
tor NOR 2 z pierwszym wejéciem el trzeciego
funktora NOR 3. Ponadto wyjécie pierwszego
funktora NOR 1 jest polaczone bezposrednio z
drugim wejsciem eR trzeciego funktora NOR 3,
za§ pomiedzy przewdd zerowy a polaczenie pierw-
szego rezystora R1 z wejsciem drugiego funktora
NOR 2 dolgczony jest pierwszy kondensator Cl1.

W drugim przerzutniku jednostabilnym G2 dru-
gi rezystor ‘R2 jest réwnolegle dolaczony do dio-
dy ‘D, ktérej: katoda laczy sie z wyjsciem pigtego
funktora NOR 5. Poza tym konstrukcja drugiego
przerzutnika jednostabilnego G2 jest identyczna
jak pierwszego przerzutnika jednostabilnego GI1.

Pojawienie sie¢ ujemnego impulsu na wejsciu
pierwszego przerzutnika jednostabilnego G1 po-
woduje powstanie ujemnego impulsu na wyjsciu
trzeciego funktora NOR 3. Impuls trwa tak dlugo,
dopdki napiecie na rozladowujacym sie pierwszym
kondensatorze C1 nie osiggnie wartoSci mapiecia
zatykania tranzystora drugiego funktora NOR 2
o ile impuls wejsciowy nie skonczy sie, zanim
napiecie na pierwszym kondensatorze C1 nie osiag-
nie powyzszej warto§ci. Drugi przerzutnik jed-
nostabilny G2 jest uruchamiany tylnym zboczem
odwréconego impulsu z pierwszego przerzutnika
jednostabilnego G1, przy czym jezeli czas trwa-
nia tego impulsu jest krétszy od czasu ladowania
sie kondensatora C2 do napiecia odtykajgc~go tran-
zystor széstego funktora NOR 6, przerzutnik G2
nie zadziala. ) )

Wilasciwo$é. ta powoduje praktycznie niewrazli-
wosé mna zaklécenia obu generatoréw impulséw
kontrolnych GKr i GKz, poniewaz impulsy za-
ki6cenn radioelektrycznych posiadaja bardzo malg
szeroko$é: Dioda D w drugim przerzutniku jedno-
stabilnym G2 stuzy.do skrécenia czasu ladowania
drugiego kondensatora C2.



63 490

7

Uklad odlgczajagcy B zawiera wtérnik emitero-
wy K, ktérego wejscie jest dolaczone do pierw-
szego wyjScia e zespolu napedowego ZN a wyj-
Scie dolaczone jest do wejscia f pierwszego ge-
neratora pojedyriczego impulsu GI1 i do wejscia
6smego funktora NOR 8. Wyjscie 6smego funktora
NOR 8 jest dolaczone do wejscia g drugiego ge-
neratora pojedynczego impulsu GI2. Wyijscia h i i
obu  generator6w pojedynczych impulséw GI1 i
GI2 sj dolgczone niezaleznie do dwoéch wejsé
wzmacniaczca OR W, ktérego wyjscie dolgczone
jest do cewki przekaznika odlgczajgecego PO.

Jezeli ma wejéciu wtérnika ‘K pojawia sie ciag
impuls6w z pierwszego wyjstia e zespolu nape-
dowego ZN, na wyjsciach obu generatoré6w po-
jedynczych impulséw ' GI1 i GI2 rpojawiajg sie
dwa ciggi impulsé6w w przeciwfazach, przy czym
szeroko$é tych impulséw jest- réwna polowie okre-
su powtarzania impulséw multiwibratora M. Oba
impulsy sterujg kolejno wzmacniaczem OR W,
zasilajgcym przekaznik odlaczajacy PO. Przekaz-
nik ten pozostaje przyciggniety.

W przypadku braku impulséw z pierwszego
wyjscia e zespolu napedowego ZN, bez wzgledu
fia to, w jakim polokresie powtarzania' impulséw
multiwibratora M nastgpilo zatrzymanie ‘zespolu
napedowego ZN, na wyjsciach h i i obu genera-
toréw pojedynczych impulséw GI1 i GIZ nie uka-
zuja sie impulsy, przekaznik odlaczajacy PO
zwalnia, odlgczajac swymi zestykami polz ... ponz
i polg..pong elementy obcigzajace EOl;.. EOnz
i EOlz..EOng od 7rédla napiecia zasilania UZ.
Powtérne uruchomienie zespolu’ mapedowegd ZN
powoduje samoczynne ~dolgczenie elementéw ob-
cigzajacych EOI, .. EOn, i EOIg .. EOng do Zréd-
la napiecia zasilania UZ.

Wszystkie obwody poziomujgce OPI..OPnz
i. OPlg .. OPng s3 identyczne i skladaja sie kazdy
z osobnego z rezystoré6w poziomujacych Rplz..
Rpnz i Rplz..Rpng do ktérego dolaczona jest
katoda jedna z diod poziomujacych Dplz...Dpng
i Dplg..Dpng, przy czym do tej katody- dolaczo-
ne jest to wejscie z wejsé sterujgcych sklz ... skny
i sklg..skng, ktére nalezy do “odpowiedniego z
ukladéw kontrolnych UKklz .. Uknz i Uklg... Ukng.
Drugi koniec kazdego z rezystor6w poziomuja-
cych Rplz..Rpnz i Rplg..Rpngr jest dolgczony
do punktu polaczenia Kolejnego z zestykéw zwier-
nych eblz..ebnz i zestykéw rozwiernych eblg...
ebng z kolejnym =z elementéw = obciazajacych
EOl;..EOnz; i EOIg.. EOng. Anody  wszystkich
diod poziomujacych Dplz..Dpnz i Dplg .. Dpng
sa dotgczone do wspéblnego rezystora mapiecia po-
ziomujacego Rp. ‘

Poniewaz ilo§é badanych elementéw stykowych
zwiernych eblz..ebnz jest w urzadzeniu réwna
iloSci badanych elementéw stykowych rozwiernych
eblz..ebng i sumaryczna rezystancja pierwszej
grupy elementéw obcigzajacych EOIl3 .. EOnz jest
réwna sumarycznej rezystancji drugiej grupy ele-
mentéw obcigzajacych EOIlg ... EOng, napiecie po-
wstale ma rezystorze napi'ecia poziomujacego Rp
posiada praktycznie stala wartosé. Niewielkie
zmiany tego napieria 'w czasie zwierania elemen-
tow stykowych zwiernych eblz..ebnz i rozwie-
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rania elementéw stykowych rozwiernych eblg-..
ebng lub odwrotnie wyréwnuje kondensator fil-
trujacy Cp. )

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do badania niezawodnos$ci zwiera-
nia "elementéw stykowych, zwlaszcza zestykéw
przekazniké6w telefonicznych obcigzonych rezystan-
¢ja, reaktancjg lub impedancjg posiadajgce zesp6t
napedowy z dwoma wejSciami blokujacymi, dwa
identyczne generatory impulséw kontrolnych, kté-
rych wyjScia dolgczone sg do wej$é dwéch grup
ukladéw kontrolnych oraz badane elementy sty-
kowe i elementy obcigzajgce, znamienne tym, zZe
pierwsze wyjsScie (e) zespolu napedowego (ZN)
jest polaczone z wejSciem ukladu odlgczajgcego
(B) za$§ wyjscie ukladu odlgczajgcego (B) jest
dolaczone do cewki przekaZnika odlaczajgcego
(PO) a zestyki (polz..ponz) i (polg...pong)
tego przekaZnika sg jednymi styczkami dotla-
czone do Zrédla napiecia zasilajgcego (UZ) za$
drugimi styczkami dolgczone do odpowiadaja-
eych im 'wej$é dwoéch grup elementéw obcigzaja-
cych (EOlz..EOnz) i (EOlg..EOng), ponadto
wyjscia pierwszej grupy ukladéw kontrolnych
(UKIlz ... UKnz) sa dolgczone osobno do poszcze-
gbélnych wejs¢ esl; esn;) pierwszego n wej-
Sciowego funktora NOR (Sz) a wyjscia drugiej
grupy ukladéw kontrolnych (UKlg...UKng) s3g
dolaczone osobno do poszczegélnych wejsé (eslg ...
esng) drugiego n wejsciowego funktora NOR (Sk),
za$ wyjécie pierwszego n wejsciowego funktora
NOR (Sz) jest dolaczone przez pierwszy uklad
zatrzymujacy (KBz) do pierwszego wejscia bloku-
jacego (a) zespolu napedowego (ZN), a wyjscie
drugiego n wejsciowego funktora NOR (Sgr) jest

dolaczone  poprzez drugi uklad zatrzymu-
jacy (KiBgr) do drugiego wejscia - blokujg-
cego (b) . zespolu napedowego . (ZN), .ponadto

elementy - stykowe zwierne (eblz..ebz) i  ele-
menty stykowe rozwierne (eblg...ebng) badanych
podzespoléw stykowych (EBI))...(EBn)  dolaczone
sa do odpowiadajgcych im. ukladéw kontrolnych
(UKlz..UKnz) i (UKls.. UKng) poprzez obwody
poziomujgce (OPl,...OPn;) i (OPlz... OPng).- .

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, ‘znamienne tym,

ze kazdy z dwéeh. identycznych generatoréw im-
pulséw kontrolnych (GKg, GKz) posiada po dwa

przerzutniki jednostabilne (Gl, G2) o sprzeieniach
rezystorowych, przy czym przerzutniki te sa po-
Iaczone szeregowo przez czwarty funktor NOR (4),
ponadto drugi przerzutnik jednostabilny (G2) za-
wiera diode (D), ktéra jest dolaczona roéwnolegle

do drugiego rezystora (R2) i ktérej katoda lgczy

sie z wyjsciem pigtego funktora NOR (5).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze uklad odlagczajacy (B) posiada dwa generatory
pojedyniczego impulsu (GI1, GI2) oraz wtérnik (K),
przy czym wyjScie tego wtérnika jest dolgczone
bezposrednio do wejscia (f) pierwszego generatora
pojedyniczego impulsu (GI1) oraz poprzez Osmy
funktor NOR (8) do wejscia (g) drugiego generato-
ra pojedynhiczego impulsu (GI2), ponadto wyjscia

(h i i) obu generator6w pojedynczych impulséw
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(GI1, GI2?) s3 dolgczone niezaleznie do dwodch
wej$é wzmacniacza mocy OR (W), za§ do wyjscia
tego wzmacniacza dolgczony jest przekaznik od-
lgczajagcy (PO).
4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,

10
ze anody diod poziomujgcych (Dplz... Dpnz)
(Dplg ... Dpng) wchodzace w sklad odpowiednich
obwodoéw poziomujgcych (OPIz..OPnz) i (OPlg...
OPng) dolaczone sg przez rezystor poziomujacy
(Rp) do masy.
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